


                 Contribution à l’étude microstructurale des nanomatériaux à base de fer obtenus par dépôt de couches minces 


Les dépôts de couches minces par voie physique de matériaux magnétiques ont permis l’élaboration d’une nouvelle classe de matériaux aux propriétés électronique et magnétique originales. Des matériaux de taille nanométrique ont été intensivement explorés par les chercheurs dans différents domaines scientifique.
Par ailleurs, l’intégration technologique potentielle de systèmes magnétiques implique une maîtrise de la croissance des films ferromagnétique de dimension nanométrique de bonne qualité ainsi qu’une compréhension de leurs propriétés magnétiques. 
L’élaboration maîtrisée de tels systèmes permet d’explorer les corrélations entre leur microstructure et leurs propriétés.  

Le présent travail consiste à élaborer des couches minces Fe35Co65 en utilisant la technique d’évaporation sous vide et d’étudier les modifications microstructurales induites par la variation de l’épaisseur de la couche élaborée.
La microstructure du film est observée par diffraction des rayons X, la Spectrométrie de Rutherford (RBS) permet de déterminer l’épaisseur  de la couche déposée et sa composition, la caractérisation structurale est  réalisée par MEB+ EDX.

